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Posuzovana je diplomova prace s nazvem Charakterizace reliéfnich difrakénich
struktur optickymi a skenovacimi metodami vypracovana Bc. Martinem Karlovcem.
Ugelem prace je kvalitativni hodnoceni a kvantitativni popis povrchového reliéfu
difrak&nich struktur vytvarenych rliznymi zaznamovymi metodami a lisovacimi technikami
pomoci Ctyi metod — skaterometrické elipsometrie, optické mikroskopie, elektronové
mikroskopie (SEM) a mikroskopie atomarnich sil (AFM).

Po avodni €asti (kapitola 1), v niZ autor vymezuje ucel prace, nasleduje obsahla
teoreticka Cast (kapitola 2). Autor v ni definuje difrakéni reliéfni strukturu, ktera je hlavnim
pfedmétem jeho zajmu, tedy linearni mfizku, zavadi zakladni pojmy pro popis difrakéni
reliéfni mfizky, difrakéni G€innost a v mezich skalarni difrakéni teorie popisuje zakladni
tendence zavislosti difrakéni G€innosti na odraz v 1. fadu na hloubce modulace mfizky,
indexu lomu prostfedi na reliéfem, vinové délce a uhlu dopadu svétla. Uvadi rovnéz
holografickou metodu zaznamu linearni difrak&ni reliéfni mfizky, popisuje zaznamové
materialy pouzitelné pro vytvoreni reliéfni struktury touto metodou, v pfipadé fotorezistu se
dotyka problematiky tvaru profilu dosaZzeného pfi vyvolavani. Rozebira proces vytvareni
galvanického otisku reliéfni struktury ve fotorezistu — matrice a problematiku mechanické
reprodukce struktur plochymi a kotou¢ovymi lisy do termoplastickych materialli (Cobex,
holografické folie), uvadi rovnéz zakladni strukturu holografické félie a projevy lisovani na
metalické vrstvé pokovenych holografickych folii.

Kapitoly 3 (experimentalni East) a 4 jsou pIné orientovany na spinéni ucelu prace,

jejich zakladni obsah vyplyva z pozdé&jSiho prehledového vyétu.

K praci mam nékolik vyhrad. Pfi vyjmenovani toho, co autor zahrnul do teoretické
¢asti, jsem zamérné uvadél pouze to, to je z mého pohledu relevantni pro naplnéni Géelu
prace. Celkovy zabér teoretické &asti, kdy autor zabiha, byt letmo, do problematiky
holografickych zdznamovych technik, typ hologrami, holografické rekonstrukce,

rozliSovaci schopnosti hologramtl, samotnych holografickych zaznamovych soustav apod.



je pak podle mé zbyte¢né Siroky a praci €ini ponékud neprehlednou. Tim se jen zvétSuje
prostor pro rlizné formalnich chyby, stylistické i pravopisné.

Prace bohuzel neni bez preklepl ¢i pravopisnych chyb, ani bez stylistickych
neobratnosti, které misty vedou k obtizné srozumitelnosti, vyskytuji se i ,osifela“ slova i
praci s textovym editorem. Takové jevy se konkrétné vyskytuji napf. v Eeské varianté
anotace, v Uvodni ¢asti ¢i v nazvu sekce 2.9.4. Pro anglickou verzi anotace a nazev prace
byl zjevné pouzit strojovy pfekladaé, coz nebyla pravé Stastna volba. Napf. v anglicke
verzi nazvu zcela chybi predloZky. Neni jisté cilem tohoto posudku podavat vycet vSech
nedostatkl tohoto typu a uvadét tim autora do rozpakil, ale je zajisté namistée, aby si

z toho vzal pouceni pro jeho pfipadné daldi elaboraty.

Pokud jde o naplInéni uc€elu prace, autor

a) analyzuje vliv technologickych podminek mechanického duplikovani difrak€nich
reliéfnich struktur, zejména linearnich mfizek, na rovhomeérnost reliéfni modulace a
difrakéni G€innosti duplikatl po ploSe,

b) srovnava periodicitu a homogenitu reliéfu niklové matrice s duplikaty
v termoplastickych polymernich materialech, ziskanymi riiznymi technikami lisovani,

c) pomoci AFM a SEM mikroskopie studuje reliéf zhotovenych holografickych mfizek a
syntetickych struktur vytvofenych pomoci elektronového litografu, a to z hlediska
odchylek realného reliéfu od teoretického idealu vlivem konkrétni technologie,

d) ze skaterometrickych méfeni na spektroskopickém elipsometru vyhodnocuje pomoci
metody RCWA hloubku difrakéni mfizky a riznymi zpUsoby (opticka, AFM a SEM
mikroskopie) stanovuje periodu mfizky,

e) srovnava optickou mikroskopii, AFM a SEM mikroskopie z hlediska informaci, které

Ize jimi o difrakéni struktufe ziskat.

Pro vlastni obhajobu nemam na autora zadné otazky. Autor podle mého soudu
splnil zadani prace a pies mé vyhrady k teoretické Casti a k formalni strance prace

doporucuji praci k obhajobé. Navrhuji znamku velmi dobre.

V Praze dne 27.5.2014
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